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電気光学(EO)偏向器は、他の機械駆動偏向器に比べて高速偏向特性を有しており、様々な分野

への展開が期待されている。近年、EO 偏向器を実現する方法として、EO 結晶内への電荷注入と

それに伴う屈折率分布を利用する方法が提案されている[1]。屈折率分布が形成された結晶内を透

過する光は累積的に偏向されるので、広角偏向が実現可能である。我々は、本偏向を実現する EO
結晶として、巨大な誘電率に起因する優れた電気光学(EO)効果を示す KTN(KTa1-xNbxO3)結晶に着

目し、高速かつ広角な EO 偏向器を報告してきた[2]。本稿では、偏向現象に重要な役割を果たす

注入電荷密度を光偏向によるレンズ効果を利用し導出した結果を報告する。 
図 1 に注入電荷密度評価のための光偏向評価方法の概略図を示す。結晶厚 1.2mm、相互作用長

12mm の KTN 光偏向器を用い、±400V の直流電圧を 10 秒ずつ印加し電荷を注入した。その後、

周波数 200kHz、電圧振幅 720Vpp の交流電圧を印加し、交流電圧に同期したパルス動作が可能な

波長 1.3µm、直径 0.2mm のレーザ光を偏向させる。図 1 は電圧の瞬時値 0V に同期し、結晶厚中

央、中央から±0.15mm、±0.30mm の計 5 か所にレーザ光を入射した際の、それぞれの入射位置

における光偏向を表している。図 2 は KTN 結晶から出射された後のビーム位置を測定した結果で

ある。各位置からの偏向ビームは一点で交差するので、KTN を屈折率分布型レンズとみなし、各

位置からの偏向ビームによる焦点位置とそれに基づく屈折率分布を導出した。屈折率分布は結晶

内に注入された電荷によって形成されるので、電荷密度を 77.3C/m3 と算出することができた。こ

の値は、測定した偏向全角 109mrad とも一致する結果である。図 2 において、偏向ビームの交差

点は水平位置から離れており、これは電荷密度の空間的な不均一性によるものと考えている。 
本評価により、偏向現象に重要な KTN 結晶内の注入電荷密度を定量的に見積もることができ、 

注入電荷密度に基づいたデバイス設計に資する知見を得た。 
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Figure 1 Schematic of deflection measurement. Figure 2 Output beams from different incident positions. 
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